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 Outsourcingové služby – Pronájem speciálních přístrojů na jiném pracovišti 

Jedná se o pronájem speciálních přístrojů k provádění následujících speciálních analýz tenkých vrstev materiálu: EELS, SAED, XRD, TEM, STEM, GDS, XPS. 


EELS - spektroskopie energetických ztrát
(Energy Electron Loss. Spectroscopy) - spektroskopie energetických ztrát elektronů

SAED - elektronová difrakce 
(SelectedArea ElectronDiffraction) – elektronová difrakce vybrané oblasti

XRD – Rentgenová difrakce.
Určování struktury anorganických a organických nízkomolekulárních látek (minerálů, oxidů, organických látek). V rámci rentgenové difrakce analýzy práškových kovů, mikro a nanočástic oxidů (TiO2, Al2O3), karbidů (WC), analýzy polymerních a geopolymerních matric. Stanovení tloušťky, prvkového a fázového složení vrstev i multivrstev.

GDS – Atomový emisní spektrometr s doutnavým výbojem pro vysoce přesné analýzy objemového složení
Přesná objemová analýza a stanovení hloubkových profilů pro analýzu povlaků a povrchovou analýzu.

TEM	- Transmisní elektronový mikroskop - elektronový mikroskop, který umožňuje pozorování tenkých preparátů

STEM - pozorování na TEM prostřednictvím skenovacího  prozařovacího módu.

XPS -	analýza tenkých povrchových vrstev (např. pasivní vrstvy), termická analýza pro zjišťování tepelné stability. 

